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[はじめに ]	 近年，半導体にかわる次世代デバイス材料として高温超伝導体に内包される固

有ジョセフソン接合(IJJs)の研究が精力的に進められている．ジョセフソン素子は，自己発熱

により性能劣化が懸念されている．前回，我々は数値解析を用いて結晶表面/金電極間の接触

抵抗部での発熱が電流-電圧 (I-V)特性へ与える影響を調べ，接触抵抗の寄与が無視できない

可能性が示唆された[1]．今回は実験的に接触抵抗が I-V特性へ与える影響について評価する．

デューディ比が 2.5×10-5のパルス電流(パルス幅 250 nsec.)を駆動源とすることで，電圧状態

における接合自身の発熱である自己発熱の影響を無視した I-V 特性を得ることができるとい

う報告がある[2]．そこで我々は駆動電流として以下に示す新たなパルス状電流波形を提案し，

接触抵抗部の発熱が I-V特性に与える影響を調べた． 

[実験 ]	 自己フラックス法によって Bi2Sr2CaCu2O8+δ単結晶を成長させ，フォトリソグラフィ

及び Arイオンミリングを用いてメサ型のジョセフソン接合素子を作製し，バス温度 4.2Kに

おいて I-V特性を測定する．駆動電流は Fig.1に示すパルス電流を用いる．先行研究で行われ

たパルス電流印加方法(Fig.1(a))におい

ては，メサ型試料においても接触抵抗

部での発熱は無視でき，理想的なジョ

セフソン接合の I-V特性が得られる．し

かし今回は，Fig.1(b)のように下限値を

ゼロ以上の値に設定することで，IJJs

がゼロ電圧状態においても接触抵抗部

では，発熱が生じる．ゆえに Fig.1(b)

のパルス波で計測された I-V特性は，接

触抵抗部からの発熱のみが加味された出

力電圧を生じることが期待できる．そこ

で，講演では Fig.1に示す異なる 2つのパ

ルス電流で駆動したときに現れる I-V特性を比較することによって，接触抵抗の影響を検討

する予定である． 
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Fig.1 Example of applied pulse current forms.  

(a) Conventional pulse current form. (b) Proposed pulse 

current form. 
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